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Médulo FI - Ex4 — Fundamentos de RBS

Um filme fino de Oxido de titanio TiOfoi depositado sobre silicio e analisado num gor&BS
com feixe deprotons com energia d&8,00 MeV. O detector tem angulo sélido #€0 msre foi
posicionado a 170° relativamente a dire¢cdo do feig@lente. A carga total integrada fbj00
HC. A area integrada do pico de titanio no espeesaltou40000contagens.

1) Nessas condic¢des, para analise do filme de, fi@e-se supor valido o modelo de
espalhamento Rutherford? justifique. (veja httpswnds.iaea.org/ibandl/)

2) Quais as energias de préotons imediatamente apis &do espalhados por atomos de titanio
e de oxigénio a) na superficie e b) na interfacélohe/substrato?

3) Qual a energia de prétons imediatamente ap0s t@dmrespalhados por atomos do substrato
(Si) na interface filme/substrato ?

4) Quais as energias DETECTADAS dos protons espalhaa®sondi¢cbes (2) e (3) acima?

5) Supondo valido o modelo Rutherfoiglial a espessura de Ti no filme, na aproximagfo d
superficie?

6) Supondo que o multicanal esta calibrado como: Eke&\V + B (canal) onde A =10 keV e
B=5keV/canal, qual a altura esperada do sinaltéoiti (na superficie) desprezando efeitos de
resolucdo do detector?



